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G.W.SAMSONOW, W.A.GARBATIUK: Magnetodielektryki w przemystach radiotechnicznym i elektromaszy-
nowym

Autorzy podojq przyklady zostosowofi fenytéw i magnetodielektrykéw w przemysle radiotechnicznym i elektro-
maszynowym oraz mozliwoéci usprawniania przy ich pomocy proceséw technologicznych nowych apracowar
konstrukeyjnych.

W.BRZOZOWSKI, A.HALAK P.KAMINSKI, E.PIETRAS : Warstwy epitaksjalne GaAs.I_ P dla diod
éwiecqcych X X

W artykule przedstawiono rezultaty wstepnych prac nad technologiq warstw epitaksjalnych

GoAs)_, Py przydatnych dla zastosowari w emiterach $wlatla widzialnego. Wykonane diody testowe emitowaly
swiatlo czerwone o dlugosci fali A=0,67 um.

K .WOLSKI: Badania nad technologid, strukturq i niektérymi wlasnosciami mechanicznymi brqzu tytanowego CuTi4

Artykul jest pierwszq czesciq opracowania dotyczqcego badati procesu technologicznego, badafi strukturalnych
i wlasnoéci mechanicznych brqzu tytanowego CuTi4. Oméwiono proces topienia, odlewania, przerébki
plastycznej i wplyw konwencjonalnej obrébki cieplnej na strukture i wlosnoéci mechaniczne tego stopu.

A _.BIEN: Barwione tworzywo alundowe jako nowy material dla optoelektroniki

W artykule oméwiono podstawowe wymagania stawiane ceramicznym elementom podlozowym z barwionej

ceramiki alundowej.

Przedstawiono prace nad modyfikacjq tworzywa alundowego o wysokiej zawartosci AIZO'{ prowadzone

w celu osiqgniecia absorbci promieniowania podczerwonego. Podano sklod chemiczny tworzywa oraz opi-
sano jego technologie. Elementy z ceramiki alundowej barwionej sq stosowane migdzy Innymi w pélprze-

wodnikowych wskaznikach cyfrowych.

J.BEKISZ, L.KOZLOWSKI|: Otrzymywanie cienkich warstw VO, z VOClg

Oméwiono metody chemiczne otrzymywania cienkich warstw VO2 z /CsH7O5/5 VO 1 VOCIa. Przedstawiono
zestaw aparatury zastosowanej do otrzymywania warstw VOqy z VOCI3 oraz pierwsze wynjki eksperymentu.
Okreslono warunki rozkladu VOCI3. Otrzymano warstwy VO2 grubosci od 500 do 5000 #o o skoku rezystancji
o ponad trzy rzedy wielkosci w zakresie temperatur 65-73°C.

A . TACZANOWSKI: Okretlenie przy pomocy wykrywacza helowego granicznych wor tosci nieszeczelnosei
w obudowach do ukladéw scalonych

Szczelno& zamknigtych obud6w elementéw elektronicznych bada sig przez przetrzymanie ich w atmosferze
helu pod zwigkszonym cisnieniem a nastepnie przez kontrolg ewentualnego wydzielania si¢ tego gazu z obu-
dowy uzywajqc helowego wykrywacza nieszczelnosei.

W artykule oméwiono wplyw czasu i ciénienia nasycania oraz innych parametréw procesu badania na najmniej-
szq i najwigkszq warto$é wykrywanej nieszczelnosci.

W.SOKOLOWSKA: Spektrograficzna metoda oznaczania zanieczyszczer metalicznych w tellurze  wysokiej
czystosci
Opracowano spektrograficznq metode réwnoczesnego oznaczania zawartoéei Cu, Fe, Al, Mg, Ag, Bi, Mn,
Pb, Ni, Cr, Ti, Sb, Sn w tellurze bez wstepnego oddzielania zanieczyszczer ¢ladowych. Wykrywalnosé
metody wynosi 10-'4 -10™ %. Zanieczyszczenia oddestylowuje si¢ z podloza stosujqe bromek potasu

joko noénik spektrogroficzny.
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T'.B.CAMCOHOB, B.A.TAPEATKK: MarsieTOAHBJIEKTPHKM B DAAMOTEXHNYECKOH H 3WEKTPOTEXHHYEOKOH HpoM-
HILIEHHOCTH

ABTOpH MOZSDT MpEMEPM NpPEMEHERNA (GepPETOB H MAIHNTOZNINEKTDPEKOB B DAXMOTEXHWYECKOH M BAEKTpO-
TEXHHUECKO# MPOMMENEHHOCTE H NOKA3NBANT BO3MOXHMOCTH, NN NX NpUMEHEHHD. yIVUNGHEe TEXHONOTEYEC-
KEX MpOUeccoB ¥ pa3paCOTKH EOBHX KOHCTPYKIMH.

B°PXO30BCKN'AJXAlnx [.KAMUHECKW, 3,MIETPAC : SnHTAKOMAJNBHNE MISHKH wass, .r,AnA NPOM3BOACTBA
CBOTANHX AHOAOB

B crarhe NpeACTABAEHM De3yAbTaTh NpeZBapETENBHNX PaGOT NpH TEXHOJNOTMH SMHTAKCEANLHMX ILISHOK
GaAsq_,Px mpUMEEAEMHX B 3MHTEPAX BMIHMOTO CBETA.
CMOHTHPOBAHHWE MCONTATENBHEME AMOAN 3MHTMDOBANHM KpacHu#t LBeT C XauHOM Bojmw A ~ O,67MEM.

K.BOXLCKN: MccaezoBaHmA TEXMONOTHH, CTPYKTVPH M HEKOTOPHX HeXBHHUECKHX CBOUCTB THTAaEOBOH
OpOH3H CuTiy

B crartbe npeacraBiaeEa mepeas YacTh HCCAEXOBAHHN TEXHONOTMYECKOrO NpOLECCA, CTPYKTYDH M Hexa-
HHY@CKUX CBOHCTB THTAROBOA GPOH3H CuTi, -

PaccuoTpeHn NMpoOecCh IABAEMAA, JHTHhA, WTANNOBKE N BIMAHHA KOMBEHLMOHAaJNHLHOU Tepuuuecrof! oGpa-
GOTKH HA CTDYKTYpYy M HeXaHHUeCKHE cBolicTBa aToro ciiasa. »

A.BEHb: Oxpamenuas anyHfoBas KepaMBEXa, KaK HOBuU MaTepEAN AAN ONTO3LEKTPOBHKE

B crarhbe onHcaHd OCHOBHHE TpeGOBANNA ngenbﬁnnnenue AlS KepaMHYeCKHX 3JeMeHTOB Ha MOZJOXKM,
M3rOTaBINBAEMHX H3 OKDaWeHHOM aRYHNOBOR KepaMuKu,

[lpeacTaBaeEN padOTH MO HOANQGHKALNE AaNYEAOBOR MAacCH ¢ CONLMEM COXepXaHEEeM Al-0z B Nelao Aoc-
THXGHER al0copOnMd EEppakpacHuX xydeM, [IpuBezen xummveckuft cocTaB MaTepHala M ero TEXEOIOTHE-
qeckas paspacOTKa. JMEMEHTH M3 OKPAWEHHOM alyMz0BOH KepaMEKH NDEUMEHAT TakEe B NONYNPOBOANE-
KOBHX LEPPOBHX HHAHKATOPAX.

I, BEKMI, J.KO3MOBCKH: lozyueHde TOMKMX ILIGHOK VO, M3 voCly

B craThe ONNCAHHW XENHYECKMe METOAH MONYJYEHHA TOHKHX MIEHOK VO, u3 /céa702/2vo ¥ VOClz.

llozaHo coCTaB annapaTypu, NpEMEHAEMOd IJIA MONydeRHs cJOeB VO W3 VOClS M nepsue pea}nbraru
3KCHe PEMEHTA. . P
Pa3paooTaHw yCIOBEA pa3fjomeHma VOCl3. [loayyemo midukm VO2 ToamuuoR or 500 z0 5000 mm m onpe-
IeNeéR CKaYOK AKTHBHOLO CONMpOTHBEGHEA CEMEE TPEX DAAOB BENMUMHN B HMETEpBale TeMnepayp or 65 I0

A.TAYAHOBCKW: Onpeaeneude mpd NOMOME reARREBOTO AETEKTOPa NMPeAENLHOrO 3HAYEGHMA HennoTHOCTEH
KOpnycoB ANA HHTErpalbHWX CXeM

lpr onpeaeneHEn kenioTHocTeR, kKopmyca BHAepEEBapT B aTHOCcGepe reauftAs npH NOBNWEHHOM XaBleduM
M 3aTeM KONTPOAMPYDT BOSMOXEOEe BuAGNEHEE rasa M3 Kopnyca, Npd MOMOUM reauileBOr0 AeTeKTOpa.

B craThe moxasamo BIMAHHE BPEHEHM M ZaBJeHESA HaCWHGHMA 8 TaKkEe M ADYrdx napauerpoB npomecca
HCNINTaHMA, HA BEIMYHHY OCHApDyUHBaeMON HENNOTHOCTH.

B.COKOIOBCKA: OmpeZeleHMe CHeKTpPOrpadMuecKMNM MOTOAOM METANAMYECEMX 3Iarpasucuiil B Teaxype
BHCOKO# YHCTOTH

Piapadorxa oppeAeNeEAA cgenrgorpa¢lqegxu¥ METOAOM OAHOBPENEHHOrO COAEPEAHMA B Teamype Cu, Fe,,
Mg, Ag, Bi, Mn, Fb, Ni, Cr, I, 3n

g, Bn,
Gey upennagnrenbuoro OTAGNEHHA CNEHOB 3argaaueuuﬂ.5

OTkpuBaeunil mpeXel 3TOrO MeTOXa, BuMocHT 0% - I0™°%.

JarpAafiedf C MOANONKM OTZGAADTCA HOTOAOM AOCTRAAALMN, NpPM NOMONM GPOMMCTOrO KalMf, KOTOpHM
ABIAETCA CHEKTPOrpaduuecKHN HOCHTENEHM.



MATERIALY
ELEKTRONIGZNE Nré 1974

G .W.SAMSONOW, W.A. GARBATIUK: Magnelodielectrics in radio engineering and electromachinery industry

Some examples of ferrites and magnetodielectrics applications in rodio engineering and electromachinery
industry are given as well as possibilities of rendering efficient the technolagical processes in new designs
by means of them,

W.BRZOZOWSKI,A . HALAK P.KAMINSKI, E.PIETRAS, GaAsy_ P, epitaxial layers for lighting diodes

Results of the preliminary works on the technology of GaAs).,P, epitaxial layers suitable for visible light
emitters are described. The test diodes have emitted red light of A = 0,67 pm,

K.WOLSKI: Investigations on technology, structure and some mechanical properties of CuTi4 titanium bronze

The article is the first part of the paper concemirng the examination of the technological process, structu=-
ral investigations and mechanical properties of titanium bronze.

The melting, casting and plastic working processes as well as conventional heat treatment influence on the
structure and mechanical properties of this alloy.

A.BIEN: Coloured alumina as @ new material for optoelectronics

Main requirements which base and constructional ceramic elements for semiconductor optoelectronics must
fulfill ore discussed.

The works on modification of high Al;O4 contents alumina material, in order to obtain absorption of the
infrared rodiation, are presented. Chemical compaosition of the material is given and its technology its
described. The elements of coloured alumina ceramics ore, among others, used in semiconductor displays.

J.BEKISZ, L.KOZLOWSKI: Preparation of VO2 thin films from VOCI,

Chemical methods of VO, thin films preparation from /C5H702/2 VO and VOCI3 are discussed. The
equipment used for preparation of VO, films from VOCI3 as well as first results of the experiment ore
presented, The conditions of VOCI3 decompasition ore defined. The VOgz films of thiskness 500-5000 wn,
of three orders of magnitude resistance abrupt change at 65-73°C, hove been obtained.

A.TACZANOWSK]: Determination of leak detectability limits by means of helium leak detector in the
packages for integrated circuits

Tightness of closed packages of electronic elements is tested by keeping the packages in helium atmosphere
under increased pressure, and then by control of eventual helium evolution from the package using the

helium leak detector.
The influence of time, saturation pressure and other parameters of investigation process on |owest and

highest value of the detected leak is discussed.

W .SOKOLOWSKA: Spectrographic determination of metallic contaminations in high purity tellurium

The spectrographic method is applied for simultaneous determination of Cu, Fe, Al, Mg, Ag, Bi, Mn, Pb,
Cr, Ti, Sb, Sn in Te, without preliminary separation of trace contaminations. Detectability of the method is
1074 =10"%9%. The contaminations ore distilled from the matrix when kalium bromide is applied as a spectro-
scopic carrier.



INFORMACJUA DLA AUTOROW

W celu ulatwienia prac redakcyjnych zwiqzanych z przygotowaniem materiatu do druku redakcija prosi
Autoréw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1. Objetosci artykutéw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

2. Artykuly powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interliniq /co drugi
wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewe| strony, duzq czcionkq. Na arkuszu nie powinno byé wigcej niz 31
wierszy po 65 znokéw. Wszystkie strony powinny by¢& numerowane.

3. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny byé umieszczone rysunki i tabele,

4., Wszystkie tabele i zestawienia /unika¢ zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobno /nie w maszynopisie
calego artykulu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno. U géry kazdej tabeli
poda¢ tytut objaéniajqey .

5. Artykuly nalezy nadsylaé w 4 egzemplarzach; powinny by¢ dolqczone do nich krétkie streszczenia w jezy=
ku polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

‘. Artykuly powinny w zasadzie by¢ podzielone logicznie na czeéci a w czetci koficowe| winay byé sformuto-
wane wnioski. Tytuléw rozdzialéw nie nalezy podkre¢laé. W miare moznosci unikaé podziatu ortykutu na
oddzielnie zatytulowane czeéci.

7. Rysunki powinny by¢ nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zalqczone oddzielnie
w usztywnionej kopercie, Spisy rysunkéw zawierajqce teksty napiséw pod rysunkomi nalezy sporzqdzaé
oddzielnie /niezaleznie od tekstu ortykutéw/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywaé na przezro-
czystej kalce drukarskiej,

8. Fotografie powinny by& ostre i wykonane na bialym blyszczqcym papierze fotograficznym. Numery fotografii
i powiekszenie nalezy podowaé no odwrocie ~oléwkiem. Numeracje nalezy objqt rysunki i fotografie tqcz-
nie /nie stosowat oddzielnej numeracji dla rysunkéw i cddzielnej dla fotografii/.

9. Po zakoficzeniu artykutu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajqc kolejno nazwisko autora i pierwsze
litery imion, petny tytul dzieta lub artykuty, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w tekscie powolania na numer
pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [ 1] .

10. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczef wielkosci we wzorach itp. powin=-
ny by¢ zgodne z terminologiq przyjetq przez Polskie Normy, Miedzynarodowy Uklad Miar /S1/ oraz z in=
nymi obowiqzujqcymi przepisami.

11. Maszynopis powinien by ¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na sironie
nie powinno by¢ wigcej niz 5.

12, Redakcijo zastrzego sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych skrétéw,
korekty styllstycznej itp.

13. Fakt nadeslania pracy do wydrukowania w "Materiatach Elektronicznych" uwatany jest zo réwnoznaczny
z ofwiadczeniem Autora, e praco nie byta drukowana oni wystana do drukowania w tadnym innym czaso-
pismie krajowym lub zagranicznym.

14, Autorzy proszeni sq o dokladne podawanie adresu i numeru telefonu celem latwiejszego porozumiewania sie
i ewentualnego przesonio naleznego honorarium.
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